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TEST METHODS FOR ELECTRICAL MATERIALS, PRINTED BOARDS
AND OTHER INTERCONNECTION STRUCTURES AND ASSEMBLIES -

Part 2-501: Test methods for materials for interconnection structures —
Measurement of resilience strength and resilience strength retention
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factor of flexible dielectric materials

FOREWORD

e International Electrotechnical Commission (IEC) is a worldwide organization for standardization com
national electrotechnical committees (IEC National Committees). The object of IEC is(to‘promote intern
operation on all questions concerning standardization in the electrical and electronie fields. To this e
ddition to other activities, IEC publishes International Standards, Technical Specifications, Technical R
blicly Available Specifications (PAS) and Guides (hereafter referred to as\‘fEC Publication(s)”).
paration is entrusted to technical committees; any IEC National Committee interested in the subject dea
y participate in this preparatory work. International, governmental and non-governmental organizations |
h the IEC also participate in this preparation. IEC collaborates closely, with the International Organizat
ndardization (ISO) in accordance with conditions determined by agreement between the two organizat

b formal decisions or agreements of IEC on technical matters express, as nearly as possible, an intern
sensus of opinion on the relevant subjects since each technical committee has representation fr
brested IEC National Committees.

L Publications have the form of recommendations for inteérnational use and are accepted by IEC N
Immittees in that sense. While all reasonable efforts are, made to ensure that the technical content
blications is accurate, IEC cannot be held responsible for the way in which they are used or f
interpretation by any end user.

order to promote international uniformity, IEC\ National Committees undertake to apply IEC Publig
hsparently to the maximum extent possible in their national and regional publications. Any divergence be
IEC Publication and the corresponding national or regional publication shall be clearly indicated in the|

~

itself does not provide any attestation“of conformity. Independent certification bodies provide con
essment services and, in some areas; access to IEC marks of conformity. IEC is not responsible f
vices carried out by independent‘certification bodies.

users should ensure that they have the latest edition of this publication.

mbers of its technical committees and IEC National Committees for any personal injury, property dam|
er damage of any pature whatsoever, whether direct or indirect, or for costs (including legal fee
enses arising out-of/the publication, use of, or reliance upon, this IEC Publication or any oth
blications.

ention is drawn.to the Normative references cited in this publication. Use of the referenced publicat
ispensable~for the correct application of this publication.

ention is-drawn to the possibility that some of the elements of this IEC Publication may be the subject of
hts., IEG shall not be held responsible for identifying any or all such patent rights.
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The text of this International Standard is based on the following documents:

Draft
91/1765/FDIS

Report on voting

91/1774/RVD

mbly

Full information on the voting for its approval can be found in the report on voting indicated in
the above table.

The language used for the development of this International Standard is English.
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This document was drafted in accordance with ISO/IEC Directives, Part 2, and developed in
accordance with ISO/IEC Directives, Part 1 and ISO/IEC Directives, IEC Supplement, available
at www.iec.ch/members_experts/refdocs. The main document types developed by IEC are
described in greater detail at www.iec.ch/standardsdev/publications.

A list of all parts in the IEC 61189 series, published under the general title Test methods for
electrical materials, printed boards and other interconnection structures and assemblies, can
be found on the IEC website.

The committee has decided that the contents of this document will remain unchanged until the
stability date indicated on the IEC website under webstore.iec.ch in the data related to the
specific document. At this date, the document will be

e rgconfirmed,
e wjthdrawn,
e rgplaced by a revised edition, or

e amended.

IMPORTANT — The "colour inside" logo on the cover page of.this document indicates that it
contains colours which are considered to be useful for‘the correct understanding of its
contents. Users should therefore print this document using’a colour printer.
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INTRODUCTION

The International Electrotechnical Commission (IEC) draws attention to the fact that it is claimed
that compliance with this document may involve the use of a patent. IEC takes no position
concerning the evidence, validity, and scope of this patent right.

The holder of this patent right has assured IEC that s/he is willing to negotiate licences under
reasonable and non-discriminatory terms and conditions with applicants throughout the world.
In this respect, the statement of the holder of this patent right is registered with IEC. Information
may be obtained from the patent database available at http://patents.iec.ch.

Attenltion is drawn to the possibility that some of the elements of this document may b the
subjeict of patent rights other than those in the patent database. IEC shall not be| held
respdnsible for identifying any or all such patent rights.
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TEST METHODS FOR ELECTRICAL MATERIALS, PRINTED BOARDS
AND OTHER INTERCONNECTION STRUCTURES AND ASSEMBLIES -

Part 2-501: Test methods for materials for interconnection structures —
Measurement of resilience strength and resilience strength retention
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factor of flexible dielectric materials

cope

er Clad Laminate) products and related materials. This method determines, the resil
specified conditions. The test is performed on the sample as manufactlred and w
tioning. The test does not apply to the resilience force lower than 10 mN.

2 Normative references

Therg are no normative references in this document.

3 Terms and definitions

For the purposes of this document, the following terms and definitions apply.

ISO ¢

addregsses:

e |HC Electropedia: available at httpswww.electropedia.org/

e |40 Online browsing platform; available at http://www.iso.org/obp

3.1

softness
propgrty of little resistance to pressure

Note 1

3.2

to entry: Thisproperty enables easy molding.

resilience force

force
of the

3.3

produced by the deformation of an object under a force, which is opposite to the dirg

applied force

maximum resilience force

L

max

resilience force when compressed to the final distance, expressed in millinewtons (mN)

3.4
resili
F,

max

ence strength

resilience force per unit width, expressed in millinewtons per millimetres (mN/mm)

bart of IEC 61189 establishes a method suitable for testing the softness of ECCL (Flgxible

ence
thout

nd IEC maintain terminological databasées for use in standardization at the follpwing

ction
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3.5

resilience force at the end of holding pressure

Lend

resilience force after compression to the final distance and held for a specified time, expressed

in mil

3.6
resili

Fend

linewtons (mN)

ence strength at the end of holding pressure

resilience force per unit width at the end of holding pressure, expressed in millinewtons per

milli

3.7

resilience strength retention factor

KRy

ratio
at thd
the c

3.8
MD

machline direction

direc
operd

3.9
TD
trans
direc

3.10

initiarl: distance

dista

3.11
clam

distance between the Clamps, expressed in millimetres (mm)

3.12

test equipment

calibr
0,001

eires (ml\l/mm)

bf the resilience strength at the end of holding pressure to the maximumyresilience str
final distance, reflecting the ability of the material to continue to retain the resilience
bmpression is completed

ion of flexible dielectric materials passing through @n assembly line viewed fror
tor side

verse direction
ion perpendicular to the machine direction

ce between the clamps before compression, expressed in millimetres (mm)

p distance

ated test’equipment equipped with a load cell, capable of measuring to the ne
N, and capable of a feed rate of (50 £ 1) mm per minutes

ength
after

n the

arest

Note 1

3.13

to entry: The clamp Jaws must cover the widih of specimens.

test fixture
apparatus for compressing the test specimens

SEE:

Note 1

Figure 2

to entry: See Annex A for additional information.
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4 Test apparatus and materials

The test apparatus and materials are the following:

— micrometer: apparatus with 0,001 mm resolution for measuring the thickness of the test
specimens;

— calliper: apparatus with 0,01 mm resolution for measuring the width of the test specimens;

— ruler: apparatus with 0,1 mm resolution for measuring the length of the test specimens;

— sample cutter: apparatus for cutting the test specimens;
tking-pen-—apparatusfor drawing-a-straight line on-test specimens-as-shown-in-Eigure 1
I Ll o T T g

w|th a clearly readable colour, in contrast to the colour of the test specimen.

The marking should be durable through the whole test procedure.

5 Test specimens

Test |specimens should be cut of unclad material. The size of each’specimen shou|d be
(120 £ 2,0) mm x (15 £ 0,1) mm, described in Figure 1. Each specimen should be marked as
descilibed in Figure 1. The test specimen should be free of incisions;“twists, wrinkles and burrs.

Dimensions in millilnetres

Straight line Straight line

S
10 (100 %2) 10
Y
4 R}
A
(120 £2)
i - >
}_T—b
MD IEC

Figure 1 — Test specimen

6 Brocedure

The grocedure is as follows:

a) dqatermine the thickness (#) and width (Wg) of each prepared specimen;

b) initial distance is set to (30 + 0,05) mm;

c) setthe distance of the clamps after compression according to Table 1; the distance between
the clamps after compression is set according to the sample thickness, accurate to
+ 0,05 mm, as shown in Table 1;
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Dimensions in millimetres

Compress direction

Upper compression jig /

e

|
—‘

Testsbecimen

Initial digtance
(30 £0,05)

g
‘

/

Lower compression jig

IEQ
Figure 2 — Schematic of compression jig with test specimen

Table 1 — Settings of distance between the clamps after compression

Specimen thickness, h Clamps distance after compression
h <0,1 mm (1 £0,05) mm
0,1 mm < h <0,2 mm (2 £0,05) mm
0,2mm <h<0,3mm (3 £ 0,05) mm
0,3 mm < h <0,4 mm (4 £0,05) mm
Or user-defined

d) compression rate is set to (50 £ 1) mm/min;
e) ptessure holding timetafter compression is set to (30 + 0,5) s;

f) clamp the test specimen vertically in the upper and lower compression jigs to ensurg that
the marked lines\at both end are parallel with the edge of the jigs;
g) tgst Singlesside adhesive specimens in a manner of adhesive-side inward bending} and
dpuble-sideyasymmetric adhesive specimens in a manner of thicker adhesive-side inward

ending;

h) se¢tthe force of test equipment to zero and start the compression proce

ss according fo the
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a)

b)

400 +

300 A

—-10 -

L

max
Maximum load

Pressure holding time
! 30s £0,5s

........

Load at the end
of holding pressure :

IEC 61189-2-501:2022 © IEC 2022

reg

200 -

100 A

Force (mN)
o

N
o
o

each specimen.

Figure 3 — Force curve

cord the maximum load value L., and-Load at the end of holding pressure value L

bnd of

Galculation
Cplculate the maximum resilience strength per Formula (1):
Liax
F .. =
max = Ty (1)
where
Fliax Js-the maximum resilience strength, expressed in millinewtons per millimetres

Loy

(mN/mm);

is the maximum load, expressed in millinewtons (mN);

Ws

is the measured width of the specimen, expressed in millimetres (mm).

Calculate the resilience strength at the end of holding pressure as per the Formula (2):

L

Jo g = end (2)
en WS
where
Fand is the resilience strength at the end of holding pressure, expressed in millinewtons

end

per millimetres (mMN/mm);

is the resilience force at the end of holding pressure, expressed in millinewtons
(mN);
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Wg is the measured width of the specimen, expressed in millimetres (mm).

c) Calculate the resilience strength retention factor as per the Formula (3):

E

Ky = end
Fmax
where
KRy is the resilience strength retention factor;
Fax is the maximum resilience strength;

Fénd is the resilience strength at the end of holding pressure

8 Report

Repofrt the following:
a) tgst environment (temperature, humidity);
b) tT single values and the average values of F 5., Feng and Krf;

c) afy anomalies in the test or variations from this test methad-

®)
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Annex A
(informative)

Example of test fixture

Figure A.1 shows an example of a test fixture and a fixture with a sample mounted in it.

Figure A.2 shows a general assembly drawing.

Figure A.3 shows a detailed dimensional drawing for each part of an example test fixture.

2022

Figure A.4 shows the construction of a test fixture using the parts shown in Figure Aél/
Figure A.5 shows the connector attachments. The holes sizes for the conn%%@"\
v

4

A.1 provides a parts list for a test fixture. ,\Q)cb

depend on the selected connector attachments.

Tabls

éttachr

nents

Figure A.1 — A test fixture and a fixture with a sample
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o
IEC
Figure A.2 —"General assembly drawing
Table A.1 — Parts list
Part number Name Specifications Quantity
1 Fixed prop stainless steel 2
2 Base stainless steel 2
3 Connection block 1 stainless steel 2
4 Connection block 2 stainless steel 2
stainless steel
5 Butterfly bolt 2
M8X16
stainless sieel
6 Inner hexagonal head bolt 8
M6X15
stainless steel
7 Inner hexagonal head bolt 4
M5X20
8 Spring stainless steel 4
®2*10*50*8N
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Dimensions in millimetres

C).\\c\){~ a) Part1

—— e
e ‘\Q. T I f
Q‘ I-Fl—*- ;l ':l:

IEC

Dimensions in millinetres

b) Part 2

IEC
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15—

Dimensions in millimetres
Pl |
A

T

T T T
1 1 1
1 1 1
——=-r sm==-r
— e - 1
r i
= '
|.I'| & f“-"’ 1\
III
|
1 lI
I‘l \
1". 'I
o II' ’I
T 1 |
i H 1 \
A ] 1
/ \ |
I'i I’
'II' —
—— - "Iu_ - |'
" e
c) Part3
Dimensions in millilnetres
L
[ | |
_f [ |1’rzll’_f'r— 1 ! 1 -
| ;
|
"\
A
L —
Al I——
N s
" | =3
TS | /(&
N _ L=

IEC
d) Part4

Figure A.3 — A detailed dimensional drawing
for each part of an example test fixture
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\ 1§C
Higure A.4 — Construction of a test fixture is using the p t&shown in Figure A.B
\Z
Q o&
R O
i (@) imu N
"/ QO
®®
Y
oF
oL
O® a) Part5s
O
X
[\
:
A o 2\ .
& AE\S) = %
b) Part 6 (M6 x 16) c) Part 7 (M5 x 20) d) Part8

Figure A.5 — Connector attachments
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INTRODUCTION

La Commission Electrotechnique Internationale (IEC) attire I'attention sur le fait qu'il est déclaré
que la conformité avec les dispositions du présent document peut impliquer I'utilisation d'un
brevet. L'IEC ne prend pas position quant a la preuve, a la validité et a la portée de ces droits
de propriété.

Le détenteur de ces droits de propriété a donné I'assurance a I'lEC qu'il consent a négocier des
licences avec des demandeurs du monde entier a des termes et conditions raisonnables et non
discriminatoires. A ce propos, la déclaration du détenteur des droits de propriété est enregistrée
a I'lEC. Des informations peuvent étre obtenues dans la base de données des droits de
propriété, disponible a I'adresse suivante: http://patents.iec.ch.

L'attgntion est d'autre part attirée sur le fait que certains des éléments du présent-docyment
peuvent faire I'objet de droits de propriété autres que ceux qui ont été enregistrés‘dans la|base
de dpnnées des droits de propriété. L'IEC ne saurait étre tenue pour‘responsable de
I'identification de ces droits de propriété en tout ou partie.
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METHODES D'ESSAI POUR LES MATERIAUX ELECTRIQUES,
LES CARTES IMPRIMEES ET AUTRES STRUCTURES
D'INTERCONNEXION ET ENSEMBLES -

Partie 2-501: Méthodes d’essai des matériaux pour structures
d’interconnexion — Mesure de la puissance élastique et du facteur de
rétention de la puissance élastique des matériaux diélectriques flexibles

1 Domaine d’application

La présente partie de I'lEC 61189 établit une méthode mettant a I'essai la(souplesse| d’'un
stratifié flexible recouvert de cuivre (FCCL, Flexible Copper Clad Laminate), et des matériaux
appafentés. Cette méthode détermine I'élasticité dans des conditions specifiées. L’essai est
effecfué sur un échantillon tel que fabriqué et sans conditionnement. L’'essai ne s’applique pas
a ung force élastique inférieure a 10 mN.

2 Références normatives

Le prgsent document ne contient aucune référence normative.

3 Termes et définitions
Pour [les besoins du présent document, les termes et définitions suivants s'appliquent.

L'ISQ et I'lEC tiennent & jour des bases.!de données terminologiques destinées a étre utilisées
en ngrmalisation, consultables aux adresses suivantes:

e |HC Electropedia: disponible-al'adresse http://www.electropedia.org/
e |40 Online browsing platform: disponible a I'adresse http://www.iso.org/obp
3.1

soupllesse
propriété offrant une-faible résistance a la pression

Note 1| a 'article” \\Cette propriété permet un moulage facile.

3.2
force élastique
force produite partadeformationrdumrobjet soumis g une force;, danstesensoppose ata force
appliquée

3.3
force élastique maximale

Lmax
force élastique lors d’'une compression jusqu’a la distance finale, exprimée en millinewtons
(mN)

3.4
puissance élastique

Fmax
force élastique par largeur unitaire, exprimée en millinewtons par millimétres (mN/mm)
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3.5

force élastique a la fin de la pression de maintien

Ly,

force élastique aprés une compression jusqu’a la distance finale et un maintien pendant une
durée spécifiée, exprimée en millinewtons (mN)

3.6

puissance élastique a la fin de la pression de maintien

1243

Fy

force élastique par largeur unitaire a la fin de la pression de maintien, exprimée en millinewtons

par

3.7

e tres (N7

facteur de rétention de la puissance élastique

KRt

rappart de la puissance élastique a la fin de la pression de maintien, a la puissance élas

maxi
fois |

3.8
MD
sens
sens
depu

ale a la distance finale, reflétant la capacité du matériau a consetvér son élasticit
compression achevée

machine
des matériaux diélectriques flexibles traversant,une chaine d’assemblage obs
s le c6té opérateur

Note 1] a I'article: L’abréviation "MD" est dérivée du terme anglais développé correspondant "machine direct

3.9
TD
sens
sens

transversal
perpendiculaire au sens machine

Note 1) a I'article: L’abréviation "TD" estidefivée du terme anglais développé correspondant "transverse dire

3.10

distance initiale

dista

3.1

ce entre les pinces.avant la compression, exprimée en millimétres (mm)

dista’E\ce de serrage

dista

3.12

ce entreles pinces, exprimée en millimetres (mm)

tique
e une

prvée

on".

Ction".

équipement d'essai
équipement d’essai étalonné et équipé d’'un dynamométre, capable de mesurer avec une

préci

sion de 0,001 N, et doté d’une vitesse d’avance de (50 = 1) mm par minute

Note 1 a I'article: Les méchoires de serrage doivent couvrir la largeur des spécimens.

3.13

dispositif d’essai
appareillage utilisé pour compresser les spécimens d’essai

VOIR: Figure 2

Note 1 a I'article: Voir I'Annex A pour de plus amples informations.


https://iecnorm.com/api/?name=259eb3b862c5726464bde9186260a691

- 24 — IEC 61189-2-501:2022 © IEC 2022

4 Appareillage d’essai et matériaux

L'appareillage d'essai et les matériaux sont les suivants:

— micrométre: appareillage précis a 0,001 mm pour mesurer I’épaisseur des spécimens
d’essai;

— pied a coulisse: appareillage précis a 0,01 mm pour mesurer la largeur des spécimens
d’essai;

— regle: appareillage précis a 0,1 mm pour mesurer la longueur des spécimens d’essai;

— coupeur d’échantillon: appareillage utilisé pour couper les spécimens d’essai;

— chayon marqueur: appareillage utilisé pour dessiner un trait droit sur les spécimens’dessai
comme représenté a la Figure 1, avec une couleur lisible facilement, contrastantravec|celle
dli spécimen d’essai.

Il convient que le marquage subsiste pendant toute la procédure d’essai.

5

(7))

pécimens d'essai

Il copvient que les spécimens d’essai soient découpés a partir 'de matériaux non gginés.
Il corjvient que la taille de chaque spécimen soit la suivante: (120 + 2,0) mm x (15 £ 0,1] mm,
décrite a la Figure 1. Il convient que chaque spécimen soit marqué comme décrit a la Figlire 1.
Il convient que le spécimen d’essai soit exempt d’entailles,(de torsions, de plis et de bavyres.

Dimensions en millimetres

Ligne droite Ligne droite

S
10 (00'+2) 10
Y
4 R}
" i
(120 £2)
i - >
}_T—b
MD IEC

Figure 1 — Spécimen d’essai

6 NMNodeé opératoire

Le mode opératoire est le suivant:
a) déterminer I'épaisseur (k) et la largeur (Wg) de chaque spécimen établi;

b) la distance initiale est fixée sur (30 £ 0,05) mm;

c) fixer la distance des pinces aprés la compression comme indiqué dans le Tableau 1; la
distance entre les pinces aprés la compression est fixée conformément a I’épaisseur de
I’échantillon, avec une précision de + 0,05 mm, comme indiqué dans le Tableau 1;
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g)

h)

Dimensions en millimétres

Sens de compression

Gabarit de compression

supérieur

Spécimen-dessai
g

Pl
I

s
d

S(

S(

pincer le spécimeh d’essai verticalement avec les gabarits de compression inférig

intérieur du cété adhésif, et les spécimens d’adhésif asymétrique double face e

/

(30 +0105)

Distancelinitiale

Gabarit de compression
inférieur
IEQ

Figure 2 — Schéma du gabarit de compression avec, un spécimen d’essai

Tableau 1 — Réglages de la distance entre les pinces aprés la compression

Epaisseur du spécimen, h Distance des pinc_es apres la
compression
h <0,1 mm (1 £0,05) mm
0,Tmm<h<0,2mm (2 £ 0,05) mm
0,2 mm < h <0,3 mm (3 £0,05) mm
0,3mm <h<0,4 mm (4 £ 0,05) mm

Ou définie par l'utilisateur

vitesse de compression est fixée a (50 £ 1) mm/min;
durée de maintien‘de la pression aprés la compression est fixée sur (30 £ 0,5) s;

périeur de«sorte que les lignes marquées a chaque extrémité soient paralleles au
s gabarits;

umettre.a essai les spécimens d’adhésif uniface en les soumettant a un pliage

ur et
bord

vers

umettant a un pliage vers l'intérieur du c6té adhésif plus épais;

r les

fixer la force de I'équipement d’essai a zéro et démarrer le processus de compression
conformément aux réglages ci-dessus, et enregistrer le processus d’essai. La courbe de

fo

rce est comme représentée a la Figure 3;
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Figure 3 — Courbe de force

registrer la valeur de charge maximale‘Z,,,, et la valeur de charge a la fin de la pre
maintien Lg, pour chaque spécimen.

alcul

Chlculer la puissance élastique maximale d’aprés la Formule (1):

ssion

F _ LmaX
max — W
S (1)

ol

hax ~<est la puissance élastique maximale, exprimée en millinewtons par millimétres

(mN/mm);

L | o H ] H S +H 4 L | UAY

max Cotl Ia LITarytT TTHdATialc, TAPITTITT T TTnicvwioutto (111N,
Ws est la largeur mesurée du spécimen, exprimée en millimétres (mm).

Calculer la puissance élastique a la fin de la pression de maintien d’aprés la Formule (2):

(mN);

Lfin
Fyp =10 (2)
s
in est la puissance élastique a la fin de la pression de maintien, exprimée en
millinewtons par millimétres (mN/mm);
in est la force élastique a la fin de |la pression de maintien, exprimée en millinewtons
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